
第 3 回 cosα 法方式 X 線残留応力測定法研究会 開催案内 
 

１．日時 2019年 2 月 14 日（金） 13:30～17:00 

 

２．会場 一般社団法人 日本非破壊検査協会 ６階 C 会議室 

〒136-0071 東京都江東区亀戸 2-25-14 立花アネックスビル 10 階 

TEL：03-5609-4015 HP：http://www.jsndi.jp/ 

 
３． スケジュール  

1) 挨拶 １３：３０－１３：４０ 

  主査（金沢大学） 佐々木 敏彦 

2) 審議事項 １３：４０－１６：００ 

 ・非破壊検査誌の特集号について  

 ・研究会の継続及び新名称について  

・cosα法方式 X 線残留応力測定法の標準化（NDIS）案の内容について 

・その他（予算、試験片等） 

【休憩】 ２０分  １６：００－１６：２０ 

3) 講演  １６：２０－１６：４０ 

・二次元 X 線検出器による X 線応力測定における一部が欠けた回折環対策、半価幅の深

さ勾配評価、回折環中心角のステップ幅問題に関する検討  

金沢大学 佐々木 敏彦 
 

【休憩】 １０分 １６：４０－１６：５０ 

4) 記念撮影（会場にて） １６：５０―１７：００ 

 ＊研究会終了後、ミニ懇親会(17：30～19:30 頃)を計画しています。是非ご参加ください。 

場所（予定）：串銀蔵（東京都江東区亀戸 2-25-12、TEL03-6802-9877） 

＊ＪＲ亀戸駅から徒歩2分 会費：約\3,000（予定） 

URL：https://tabelog.com/tokyo/A1312/A131202/13207931/ 

 
 


